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ついて , 共振離調率設計が短時間で効果的に実施で
きたことも述べる．
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テップを経ること
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めのリスク低減活動を行う．
数式に含まれる引数を，設計者が直接的に関与できるも
の（設計パラメータ）とそうでないもの（固定値）に分
類し，また同時に設計者の意図にかかわらず変動する成分
を集めて誤差とする．こ∵

てに者直ず底を行

こた∵こ　 にーせé計蛇

ラ委水水に水定で

定ーパラメーも

せ，がた∵にかかわかを計∵者

をがまし，これ

も

ぜààもこ者わ同

者のこ計

計∵をのこ計に

計

計てで行者設誤差

も
ず底

者て

計

る ▲系　ド
集差

誤

差めする．ここ者わめ底底ずまの

桂

差に事す

れをも
か誤

計

てすて者者にすたて

誤誤をする．す設わ

ぷ．までもビ畦〇ななすすすぷ　すす設まま畦ななすするü

者ハ叠者ぞす者ぞすを釈挺

をドも者そ扐衰ヲø脆僙®難扐崇壚衰ヲ懲脆僙®難扐溱椓樁焫戜脆僙®難扐瑞椓柙に戜脆僙®難扐瑞扐衰ヲバœ’ 僙-漵扐衰ヲ懲㚙㾱 僙-ッ扐衰ヲバß’ 僙¬ら扐衰ヲ嘆鬭ま椓ď 擻すを釈挺

経

をドも者び．∵ハ叠ぬろる
する 厭　：るす

ね



33IHI 技報　Vol.50  No.1 ( 2010 )

当初，1 万個あった設計解候補もさまざまな制約や要求
制制求でで求求っ 制郕制郕，
M
M
M
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① 上位システム（この梁を用いて組み立てられるシス
テム）が，
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都度，設計を実施することなく所定の対策形状が得られた
ことを述べる








